17th 电子学/触发/DAQ Workshop

17TH  电子学/触发/DAQ Workshop于2006年4月26日至4月27日在合肥科大召开，王贻芳、赵京伟及探测器课题的负责人参加了会议，电子学、触发、DAQ等课题的与会者作了报告。

会上，7位课题负责人介绍了各自课题的进展情况，19个学术报告在会上进行了交流。

27日下午，大会进入了如下相关讨论：

1． 王贻芳首先提到，加速器的bunch time 有可能为6ns或更小，且没有固定的周期，但有固定的缺口，问各系统有无不克服的障碍，各课题均表示对目前的设计没有影响，但亮度检测要作相应的改动，检测功能要加上总积分亮度。

2． 为避免L1信号的误触发，对L1信号作宽度检测是十分必要的，会议建议对L1信号检测的宽度为4个时钟。

3． 对焊接问题要引起足够的重视，少量直插器件可自己焊。

4． 触发系统要提供触发时序图。

5． 各系统的VME电路必须经在线系统调试后方能进行量产，各系统可视工作进展与在线系统联系，作出具体安排。

附：对TOF电子学、Muon电子学的质量检查报告

检查内容：TOF端盖研制

检查地点：科大近代物理系3层恒温恒湿洁净暗房

检查时间：06年4月26日9：40－11：30

陪同人：李澄、唐泽波

1、 检查情况：

目前光电倍增管113根已全部到货，闪烁体预计7、8月份到货检测，安装方案待定。

1、 光电倍增管检测环境：

光电倍增管检测地点设在近代物理系3层恒温恒湿暗房，房间干净整洁，布局紧凑。

光电倍增管测量方法，方案已经确定，目前已完成了二根管子的测量工作，测量结果很好，检测结果形成电子文档。对测量系统的稳定性，进行24小时的实时监测，数据形成文件保存。

PMT检测手段：由于PMT十分贵重且在检测过程中非常怕光，因此在检测过程中十分强调避光性。检测过程：将PMT装入特殊屏蔽壳中――粘好黑胶带――黑箱子――暗房。暗房为10万级恒温恒湿洁净暗房，正式检测过程中，操作人员将穿洁净服，洁净鞋套，避免灰尘对PMT的污染，影响使用质量。

持续改进：据李澄介绍，实验环境将进一步改进，计划将目前实验室使用的净化照明灯，改装为红灯，进一步加强PMT测试过程防护。

2、 检查了《PMT增益测试》实验记录，时间从05年10月13日至今，记录内容清晰认真，详细记录了不同实验条件下的实验结果。

2、 检查结果：

TOF端盖研制质量控制工作认真细致，PMT检测手段，检测环境满足工程要求。操作中重点环节有明显提示标识。

3、 检查建议：（进一步完善质量管理文件）

1、 PMT检测操作规程、注意事项形成文字并张贴于明显位置；

2、 检测设备、检测目的、检测方法形成质量管理文件；

3、 PMT批量检测前形成检测表格，详细记录各项目检测结果，检测时间，检测人。

4、 测量完毕的PMT建议单独存放，避免磕碰，做好相应“测量完毕”标识，以免漏测或重测。

检查内容：TOF桶部前放测试

检查地点：科大近代物理系514房间（检测地点）、一层实验室（用于前放老化）

检查时间：2006年4月26日

陪 同 人：刘树彬、冼泽

1、 检查情况：

目前TOF桶部前放已完成全部制作工作，共计430块。已经完成了一批（32块）前放的老化工作，老化结果满意，即将开始批量测试。

前放老化使用恒温箱、线性电源，老化温度50度，连续老化7天，每批32块，电脑实时监测、记录恒温箱温度，温度数据存入数据库。

测试记录检查：

1、 检查了《TOF桶部前放测试数据》老化前、后的手工记录，测试数据顺序编号，对应前放板手写编号；测试人，测试时间测试内容记录，清晰完整，分老化前与老化后，按批装订成册。

2、 检查了《TOF桶部前放测试数据》老化前、后的电子版整理记录，按前放板编号，详细记录同一编号板子老化前后的测量数据，记录内容完整直观，便于查阅。

另，前放老化操作设在一层实验室，前放检测工作设在5层实验室，老化实验不便于实时监测。

2、 检查建议：

1、 老化及检测完毕的前放板，需按编号顺序集中存放，注意对检测完毕前放板的有效防护。

2、 尽快建立前放板测试程序文件（测试方法，操作注意事项。。。等）

（注：此项工作已在会议结束前完成――《TOF前放批量测试操作规程》已建立）

3、 注意对测试文件、测试记录的保存。

3、 检查结果：

TOF桶部前放板研制的质量控制工作，认真细致，检测记录设置合理，内容填写清晰完整，实验环境整齐有序。

检查内容：Moun电子学
    2006年4月27日第17＃BESⅢ Electronics/Trigger/DAQ/Workshop期间对BESⅢMoun电子学进行了质量监督检查工作。检查地点为：科大近代物理系420房间高能物理实验室，检查时间：上午，8：40－9：30，下午，3：30－5：20，累计检查时间约160分钟。陪同人：周永钊、梁昊、刘强及实验室其他人员。

这次检查的重点，是已随同µ探测器安装完毕的µ电子学FEC前端板生产，检测过程的质量管理文件及相关检测记录，和正在研制阶段的9UVME读出插件的质量控制工作。

1、 检查过程

检查采取了听介绍、看现场、提问题、查记录等方式。检查工作首先查看了实验室环境，实验室宽敞明亮、整洁有序，随后听取了刘强同学的FEC板检测工作介绍，查看了单个FEC前端板老化检测文件。抽查了部分FEC板的测试记录――由于老化前、后的测量文件数量不一致，接着追踪检查了出问题FEC板的维修记录――相关质量控制文件等。

具体检查内容：

1、 单个FEC前端板老化前检测记录――记录内容清晰，检测人、检测时间完整

2、 单个FEC前端板老化后检测记录――记录内容清晰，检测人、检测时间完整

3、 FEC每一个数据链的测试记录（测试文件20G，）

4、 9UVME读出插件调试实验记录――从05年11月30日开始，实验记录详实、清晰、完整，专人专项负责；

5、 出问题FEC板维修、测试记录――资料收集不一致；
6、 FEC板统计表――统计表中标注的维修板数量与维修测试记录中、实验室保存的维修板数量不一致；统计表中FEC板总量与实际总量有误差（4块），总计制做数量755块，统计表中总量为741块，另14块不知去向？
7、 《FEC安装示意图》

8、 单板功能测试数据库（检索工具）――正在建立，便于检索

9、 《电子学系统老化问题及BESⅢµ子鉴别器前端板FEC的老化处理》（文件）

10、 《BESⅢµ子鉴别器电子学系统原型样机测试方案》（文件）

2、 检查结果

FEC前端板安装前检测工作，重点质量控制环节都设置了相关检测点，详细制定了各部分分阶段的质量控制要点，由专人专项负责，形成了大量的检测记录文件；对安装提出严格的安装要求：“修理过的FEC板不上工程”杜绝了有隐患的FEC板安装到BESⅢ工程上；FEC板件件有编号，建立了完整的标识、位置和检测记录，质量控制措施在一线得到良好的落实。

在充分肯定BESⅢMoun电子学质量控制工作的同时，也发现还存在如下的问题和不足及需要持续改进的地方，
1、 目前的部分资料收集不完整，部分检测记录缺少标识；

2、 FEC板编号方法不一致；

3、 《单个FEC前端板老化前、后检测记录》：

文件数量不一致，老化前文件数量671个，老化后文件数量821个，（解释为：“有些板子由于赶进度老化前没有测试，直接进行的老化后测试”）；

有些相同编号的板子连续重复测量数次，（解释为坏板维修后重测记录，）

检查建议：根据FEC前端板安装要求，针对维修板是否应单独建立维修板检测记录文件？

4、 测试中出问题FEC板维修记录中维修数量，与FEC板统计表中，标注的维修板数量和现场保存的维修过FEC板数量不一致；缺少的坏板不知去向？

5、 缺少《FEC板老化方法》和《FEC单板测试方法》具体有效的执行文件；(注：4月29日已完成文件的建立)

6、 注意对成品9UVME读出插件的有效防护；

7、 需要进一步加强质量记录、文件资料的规范化管理，并希望对质量控制文件进行系统的整理。

3、 检查结论

Moun电子学系统质量控制做了大量工作，取得了良好的成效，各质量控制点处于良好受控状态。

